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研究背景

LSI生産業界の要求

「 テストコストを下げたい！ 」

テスト分野

 位相ノイズ・ジッタ のテスト

生産

テスト 出荷

不良！

電子システムへの悪影響

位相ノイズ・ジッタテストの高品質・低コスト化！！

量産時テストは品質を下げて
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トランシーバ回路（理想状態）

TX RX

Circuit1 Circuit2

TX RX

Circuit1 Circuit2

RXIN

CLK

TXOUT

0 1 0 1 01 0 1 0 1 01

Circuit2にて受信完了
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トランシーバ回路（実際の状態）

TX RX

Circuit1 Circuit2

TX RX

Circuit1 Circuit2

RXIN

CLK

TXOUT

0 1 0 1 01 0 0 0 1 11

Circuit2にて誤動作RXのジッタ耐性の試験が必要
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研究目的

低コスト・高品質の
ジッタ耐性試験用ジッタ生成回路

Simple

Circuit
ジッタ成分

w/ jitter

BIST  : Built-In Self-Test

BOST : Built-Out Self-Test
※

 w/o AWG（任意波形発生器）

 w/ BIST or BOST のシンプル回路
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提案するジッタ生成基本回路
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ジッタ生成基本回路の動作

2 bit Thermometer Decoder = 110

IN
Code input = 2
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実装における問題点
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I. 有限時間分解能の影響

II. 遅延素子のばらつきによる線形性の劣化

デルタシグマ変調技術 による改善

自己校正 による改善

Jitter Component

[Digital Code]
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デルタシグマ変調を用いたジッタ生成回路
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Delta-Sigma Modulation
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遅延ばらつき無しのときの動作
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遅延ばらつきを考慮した動作
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0.99 1.03 1.02

2.02

Jitter Component

[Digital Code]

[3bit, IN = 2]

15/28



outline

• 研究背景、目的

• ジッタ生成基本回路

• デルタシグマ変調を用いたジッタ生成回路

• 自己校正を用いたジッタ生成回路

• シミュレーション

• まとめ

16/28



自己校正を用いたジッタ生成回路
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LUT（Look Up Table）

IN OUT

1 1.01

2 1.98

3 2.96

4 4.00

5 5.02

LUTIN OUT
3 2.96
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自己校正を用いたジッタ生成回路[動作]
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遅延ばらつきを考慮してフィードバック
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シミュレーション

• 自己校正を用いたジッタ生成回路

遅延ばらつき無

遅延ばらつき考慮

• ジッタ生成基本回路

以上、２つの回路についてMATLABにより確認
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１．ジッタ生成基本回路
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Case1 , Case2 結果
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２．自己校正を用いたジッタ生成回路
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Case3結果
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自己校正[有無]の比較
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[遅延ばらつき無し] の結果に対する比で評価

0 [dB] に近いほど理想値
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まとめ

ジッタ耐性テストに使用するジッタ生成回路の提案

• 全デジタル回路で構成

• ジッタ耐性テストの高品質・低コスト化

• スペクトラム拡散クロック発生器としても期待

MATLABによる検証

• 所望周波数のジッタ生成

• 自己校正により線形性向上
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 微細CMOS設計に最適
 制御しやすい



Q&A

里先生（宇都宮大学：座長）

• スライドで示しているジッタは大きく見えるの
でテストをせずともいいのではないか？

清水先生（宇都宮大学）

• 高速とあるが、想定はどのくらいなのか？
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近年、周波数増加に伴って無視できないところまで
きてしまっていることからテストが必要

１GHｚ程度を想定


